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Vynélez ae t¥kd zplsobu stanoveni
stupné sklerifikace povrchovych tkéni rost-
lin, p#i ném¥ se rostlinny povrch bombar-

duje elektrony a vznikajici rentgenovo z4- 213 638 pjind

Feni se m¥#{ p¥i vlnové délce od 0,3:10  On
do 80.10"1%n, Pokud se vznikajici rentgeno~
vo zd¥Peni m&¥i plodnd v mistech vyskytu
sklerifikovanych struktur, jsou hodnoty
stupnd sklerifikace ni%¥i neZ hodnoty ma-
ximdlnfho stupné sklerifikace zjiZténé mé-
Yenim rentgenova zd¥eni podél mikroprofilu
prochdzejiciho vrcholem sklerifikovanfch
struktur. Vyndlez vyufivd nového zjisténi

o komplementdrnosti obsahu k¥emfku a dras-
1iku ve sklerifikovanych povrchovych tké-
nich rostlin.

Stanoveni stupné sklerifikace povrcho-
v¥ch tkédni rostlin md vyznam pro, identifi-
kaci rostlinnych drog a pro charakterizovd-
ni rostlinnych surovin z hlediska jejich
plsoben{ na opot¥ebeni skliznovych zem¥-
d&lskych strojl, mlynd a homogenizdtord
rostlinnyeh surovin.

Obr. 1
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K¢ staneveni stupad sklerifikece povrehevich $)ednd rostlin, 'upﬁk‘lad obil{, rostlin
Xeledi Péasess s Equisstacess, sejména jejich mikroskopickfoh struktur, nebyle satin sni-
ma vhodné metoda. P¥itom stanoveni stupnd sklerifikase mé visnam jak snslytickf, tek iden-
$424ka¥n{ /nap¥ikled pFi oviFem{ pravesti drog nebo pro jejich identifikaeié i techmologice
k§ /nap¥{kled pii rosmbliovéni drog nebo pro stanoveni risika s stupnd opot¥ebeni semdddl-
skfoh strojd i pro jejich se¥iseni/. ' » v i ’

Stupen sklerifikece je novim kriteriem, které v technickfch oborech vyuivajieich
rostlinné suroviny nebylo dosud wifvéno. Doposud byl stanovevén stupen abrase, ktery cha-
rekterisuje intensitu opotF¥ebeni materiélu $echnologického se¥izent &1 sklisnevjch stro-
Ji. Naproti tomu stupen sklerifikasce je pﬁip charakteristikou rostlinné suroviny.

Stupen \lakloriﬁkaco je podle hlavni varianty tohoto vyndlesu:wrSevin pomoof stanoveni
obsahn k¥emikn v povrchové vrstvé zfoatlinnieh tkénf. S ohledem ne nerovnomérny obssh k¥e-
niku v povrehovich vrstvéch rostlin je vfhodné stanovit Jeho obsah v sdvislosti na povr-
chovjoh strukturdch rostlin, v nejtvrdiich povrchovfch dtvarech, jekfmi jsomn mbfiklad
sklerifikované papily. Jak bylo:nevé sjiktinoe, ‘sviien§ obssh k¥emfku v povﬁhoﬁoh ret=
véch rostlin je doprovésen snifenym obsahem drasliku ve sklerifikovanfch tkénich, piiSemE
plati, ¥e &im je vySSi obsah k¥emiku, tim niE#{ je obsah drasslika v povrehové i kros truk-
tuFe rostlinné tkén$. Zjiktdni této nové sékonitosti & jJeji vyuEit{ v tomto vyndlesu umof~
fuje odli¥it sklerifikované tkén¥ rostlin od piipadného ninosu mrgmowch-no&iitinin
/nap¥. pisku nebo drobnfch 3éstefek prachu kysli¥nfku k¥emiZitého 31 kFemilitand/, které
jueu besprostiedn{ souSdst{ rostlinné suroviny, a které proto mohoun bft od rostlinné su-
roviny predem oddéleny, nap¥ikled mechanicky &1 odqivdm’.n. Pohc vedlejii varianty tohoto
vyndleszu je stupen sklerifikace urdovén nopﬁm. nap¥ikled pomoei stanoveni obsahu drasli-
ku v povrchové vrstvé rostlinnfch tkéni,

Stanoveni stupné sklerifikace povrchovych tkédni rostlin je dosshovéno spisoben podle
vymiiuu, jehoZ podstatou je, Ze se rostlinny povrch bombarduje cloktrdn; a vsaikejiel"
rentgenovo sé¥eni se mé¥{ podél mikroprofilu prochésejieiho vrcholem sklerifikovanfch
struktur /napfikled sklerifikovanjch pepil/ nebe plo¥né v mistech vfskytu sklerifikovanych
struktur pFi vinové délee o0d 0,3 .10"1% a0 80 .Z!.O"]'0 m, &im§ se stanovi stupen sklerifike=
ce, MéF¥enim tohoto remtgenova si¥en{ ploiné (v mistech viskytun Ikleritikon.njch struktur)
joou sjislovény primérné, & nikoli:tedy maximlnf, hodnoty stupné sklerifikace. MéFenim
vanikaj{ciho rentgenove sé¥eni podél mikroprofilu tprochﬁnjic:fho vrcholem sklerifikove-
~ nfoh struktur) se sjidtoji meximéln{, minim&ln{ i prim¥rné hodnoty stupné sklerifikece.
Pro hodnoceni vlivu rostlinnfch surovin na opotiebeni technologickébo safiseni jsou zpra-
vidla géveinéjs{ meximdln{ hodnoty stupné sklerifikace nei hodmoty primérné, V takovém
pripads je tedy vihodnd)¥i méFit vsnikajfei rentgenovo séFeni podél mikroprofilu.

Na p#ipojenych vikruoeh Jeou sndsornény pif{klady provedon:‘ spisobu stenoveni stupné
sklerifikace pomhoﬁch tkén{ rostlin, |

Ne obr. 1 na ose x Je vsddlenost podégl ‘nikroproﬁ.ln (prochésejicfho vrcholem skleri-
fikované papily & vénocem obklopujfeich ji, méné aklor:lﬂk;vuioh bunék), na ose y Je podet
impulsd za jednotku Sasu sjistovany pq&ita&ep impuled pro vz;u.kajici rentgenove sé¥eni p¥i
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vinové délee 7,125 .10"1°-. Desetivterinovd kumulace v mistech levého (nifiiho) na:iu lo-
mené Séry 1 Sin{ 4608 a 4786 impulsd %a 10 see, DesetivteFinové kumalace v mistech brosti‘od—
nfho velkého maxime lomené 3éry 1 ¥ini 8796 a 8956 impulsd za ‘10. sec; tohoto maxima je do-
safeno v mistd, kide mikroprofil prochés{ vrcholem sklerifikované papily. Stupe_i'z sklerifi-
kace lze takto stanovit jako p¥imo dmérny poltu impulsd sze jednotku Zasu.

v Na ebr; 2 na ose x je veddlenost podél mikreprofilu prochézejicihe vrcholem sklerifi-

kované papily, na ose y je poSet impulsi sjisténf poiita¥em impulsi pro venikajici rentge-

novo séifeni p¥i vlnové délece 3,741 . 10'101. ‘PoSdtek osy x je umistén do mi{sta, kde mikro-

profil prochési vxéholon sklerifikované papily. Lomend 3dre 2 dosehuje svého minima v misté,

kde mikroprofil pm@h&si vrcholen gklorifikovan‘ papily. Vznikajfei rentgenovo zd¥eni o ‘
vlinové délee 3,741 1010 wiFené pomoe{ poditale impulsd je svim poStem impulsd nep_z‘iio

“Umérné stupni sklerifikace. ‘

' Obr. 1 & obr, 2 gndsornuji visledky mE¥en{ rentgenova zé¥en{ pii dvou miznjch vlino-

v§eh dé1kéch podél téhof mikroprofilu. Pro stanoveni stupné sklerifikace povrchovfch tké-
ni rostlin postadf m¥feni rentgenove sé¥en{ p¥i Jedné ;lnové délce, aviak mé¥eni raﬁtée-

nova sé¥eni p¥i dvou vlnovyoch délkdch svyiuje spolehlivost stenoveni,

P¥{klad provedeni _
Povroh plusky pluchatjch’ obilek vysokolysinovych -utantﬂ je¥mene byl studovén pomoedf
rastrového olektmnovéhov mikroskopu spfafeného se zafizenim pro rentgenovou mikroanalyzu
a sapo8innym po&ifaéen. Zvétieni na obragovee 2000 x, na gapisovadi 6000 x. Pro stanoveni
kifemniku podél mikroprofilu prochﬁse;]ieihé sklerifikovanou papilou u#ito nésledujiciech
podmineks 15 kV, 10"8.&, 3.1020p- /vig obr.lf. V mistech maximélnich obsahl ki¥emiku byla
provedena desetivie¥inové kumulece impuled, tak napifiklad vrchol pepily /8796, 8956 impulsd
za 10 seo/ je pFibli¥n¥ témE¥ dvakrdt viece sklerifikovdn neZ vénec bunék obklopujfeich
bézi papily /4608, 4786 impulsd za 10 sec/., Pribéh obsahu drasliku podél téhof mikropro-
f£ilu /obr,2/ je kempldmentdrni k obsahu k¥emf{ku /obr. 1/. Semikvantitativni nebo kvanti-
tativni stanoven{ souSasnd kiemiku a drasliku tedy uioiﬁnjo kvalitn8j¥i identifikeci skle~
rifikovené struktury, posousen{ stupnd jeji sklerifikace & ovd¥eni jeji pr¥isludnosti k po-
vrchové rostlinné struktufe a jeji odliden{ od néhodnych konteminaci charakterizovanych
zvjSenfm obsahem kiemiku /Jimi¥ muZe byt nap¥fklad k¥emity prach usazeny na rostlinném
povrchu/, | |

PEEDMET VYNKLEZU

Zpldsod stanoveni stupné sklerifikace povrchovyech tkdni rostlin vysnaleny tim, %e rost-
1linny povrch se bombarduje elektrony a vznikej{e{ rentgenovo gédi¥eni se mé¥i podél mikropro-
filu prochdsedio:ﬂhp vrcholem sklerifikovanych struktwr, napf{klad sklerifikovanfeh papil,
nebo plo¥né v mistech vyekytu sklerifikovanfch struktur, pii vlinové délce od 0,3' . 10710,
do 80 , 10"1°n a v sdvislosti ne smé¥eném rentrenovém séieni se sté.novi atnPeﬁ sklerifikace.
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Vytiskly Moravské tiskaiské zdvody, Obr. 2 : Cena: 240 Ké&s
provoz 12, Leninova 21, Olomouc ’
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